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摘要(译)

本发明公开了一种液晶显示装置及其测试方法，所述液晶显示装置消除
了数据线测试部分的过孔，从而消除了过孔缺陷对液晶显示装置带来的
不利影响，保证电性测试顺利进行；并且，所述液晶显示装置还可减小
数据线测试部分占用的面积，有利于生产小尺寸的液晶显示装置；此
外，与现有技术相比，本发明减少了与数据线开关控制线交叠的数据线
的数量，从而降低了开关元件的开关的信号延迟。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/973f7fac-1934-4e1b-a4c3-279de8ca218f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047755338/publication/CN102955306A?q=CN102955306A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN102955306A

